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Nationales Vorwort 

Diese Europäische Norm (EN 15063-1:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 133 „Kupfer und 
Kupferlegierungen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Die nationale Mitarbeit für Deutschland wurde vom Arbeitsausschuss NA 066-02-06 „Analysenverfahren für 
NE-Metalle“ des DIN-Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) geleistet. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 15063-1:2007-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Definition zu den Begriffen nach 3.1 und 3.2 verändert; 

b) Abschnitt 5 überarbeitet; 

c) redaktionelle Änderungen durchgeführt. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 15063-1: 2007-01 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 15063-1:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 133 „Kupfer und 
Kupferlegierungen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2015, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Juni 2015 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patent-
rechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 15063-1:2006. 

Das Technische Komitee CEN/TC 133 hat im Rahmen seines Arbeitsprogramms die Arbeitsgruppe 
CEN/TC 133/WG 10 „Analysenverfahren“ beauftragt, folgende Norm zu überarbeiten: 

EN 15063-1:2006, Kupfer und Kupferlegierungen — Bestimmung von Hauptbestandteilen und Verun-
reinigungen durch wellenlängendispersive Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) — Teil 1: Leitfaden für das 
Routineverfahren 

Dies ist einer von zwei Teilen der Norm zur Bestimmung von Hauptbestandteilen und Verunreinigungen in 
Kupfer und Kupferlegierungen. Der andere Teil ist: 

EN 15063-2, Kupfer und Kupferlegierungen — Bestimmung von Hauptbestandteilen und Verunreinigungen 
durch wellenlängendispersive Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) — Teil 2: Routineverfahren 

Im Vergleich zu EN 15063-1:2006 wurden die folgenden Änderungen eingeführt: 

a) Definition zu den Begriffen nach 3.1 und 3.2 verändert; 

b) Abschnitt 5 überarbeitet; 

c) redaktionelle Änderungen durchgeführt. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Einleitung 

Wellenlängendispersive Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) wird seit mehreren Jahrzehnten als wichtiges 
analytisches Werkzeug in der Produktionsüberwachung genutzt. Charakteristisch für die RFA sind ihre 
Geschwindigkeit sowie ihre hohe Genauigkeit über einen weiten Konzentrationsbereich. Da die RFA in den 
meisten Fällen als Vergleichsverfahren angewendet wird, hängt ihr Einsatzbereich oft von der Beschaffenheit 
der Kalibrierproben ab. Das Verfahren ist allgemein eingeführt, die meisten seiner physikalischen Grundlagen 
sind gut bekannt. 

Dieser Leitfaden ist vorgesehen zur Analyse von Kupfer und Kupferlegierungen, er kann aber auch auf andere 
Werkstoffe angewendet werden. 

DIN EN 15063-1:2015-03 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm bietet eine Anleitung zu Konzepten und Arbeitsabläufen für die Kalibrierung und 
Analyse von Kupfer und Kupferlegierungen durch wellenlängendispersive Röntgenfluoreszenzanalyse. 

2 Kurzbeschreibung 

Eine angemessen vorbereitete Probe wird mit einem hochenergetischen Röntgenstrahl bestrahlt. Die 
entstandenen sekundären Röntgenstrahlen werden mit Hilfe von Kristallen dispergiert, die Intensitäten werden 
mit Hilfe von Detektoren auf ausgewählten charakteristischen Wellenlängen gemessen. Elementkonzentra-
tionen werden ermittelt durch Vergleich der gemessenen Intensitäten der Probe mit Kalibrierkurven, die mit 
Hilfe von Referenzmaterialien bestimmt werden. 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Referenzmaterial 
RM 
Material, das im Hinblick auf eine oder mehrere festgelegte Eigenschaft(en) ausreichend homogen und stabil 
ist und hergestellt wurde, um für dessen vorgesehene Verwendung in einem Messverfahren geeignet zu sein 

[QUELLE: ISO Guide 30:1992/Amd.1:2008, definition 2.1] 

3.2 
zertifiziertes Referenzmaterial 
ZRM 
Referenzmaterial, das durch ein messtechnisch gültiges Verfahren in Bezug auf eine oder mehrere fest-
gelegte Eigenschaft(en) charakterisiert und durch ein Zertifikat begleitet wird, in dem der Wert der fest-
gelegten Eigenschaft, die zugehörige Unsicherheit und eine Erklärung der messtechnischen Rückführung 
angegeben werden 

[QUELLE: ISO Guide 30:1992/Amd.1:2008, definition 2.2] 

3.3 
Analysenprobe 
repräsentative Menge des zu prüfenden Materials 

3.4 
Kalibrierproben 
Serie von zertifizierten Referenzmaterialien oder, falls nicht verfügbar, Referenzmaterialien, die zur 
Kalibrierung verwendet werden 

3.5 
Driftkontrollproben 
eine Serie homogener, alle Elemente enthaltender Materialien, für die kalibriert wurde und die die niedrigen, 
mittleren und hohen Punkte des Kalibrierbereichs für alle Elemente abdecken und verwendet werden, um zeit-
liche Abweichungen dieser Punkte zu detektieren 

Anmerkung 1 zum Begriff: Driftkontrollproben können auch für die statistische Prozesskontrolle (SPC) des Gerätes 
verwendet werden. 

3.6 
Rekalibrierproben 
Proben mit Gehalten nahe den Nullpunkten sowie mit Gehalten in der Nähe der Maxima der Kalibrierbereiche, 
die zur Rekalibrierung des Spektrometers verwendet werden 

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Proben werden während des Kalibrierprozesses gemessen, die erhaltenen Inten-
sitäten werden im Computer entsprechend den Angaben des Herstellers gespeichert. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Chemische Analysen sind nicht notwendig, aber die Homogenität dieser Proben sollte sorg-
fältig geprüft werden. 
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3.7 
Kalibrierung 
Vorgang zur Aufstellung der Kalibrierkurve(n) durch Messung und Berechnung der besten Anpassung von 
Nettointensitäten der Konzentrationen aus einer Reihe von Kalibrierproben 

3.8 
Rekalibrierung 
Anpassung des Instrumentensignals an das der Kalibrierung 

Anmerkung 1 zum Begriff: Um Schwankungen des Gerätes von Tag zu Tag zu kompensieren, werden für jedes Element 
eine Reihe von Rekalibrierproben, mindestens eine in der Nähe des Nullpunkts und eine am oberen Ende des Kalibrier-
bereiches, gemessen (Zweipunkt-Rekalibrierung). Die Intensitäten werden mit den ursprünglich während der Kalibrierung 
gemessenen Intensitäten verglichen, und es werden Rekalibrierkoeffizienten berechnet. Die Kalibrierkonstanten werden 
nicht verändert. 

3.9 
Referenzmessungen 
Messungen, die durchgeführt werden, um Intensitäten von Referenzmaterialien zu bestimmen 

Anmerkung 1 zum Begriff: Ursprünglich gemessene Intensitäten für Referenzmaterialien werden bei der Kalibrierung 
gespeichert, diese werden aktualisiert, um Schwankungen des Gerätes von Tag zu Tag zu kompensieren. 

3.10 
spektraler Untergrund 
Untergrund, erzeugt durch Strahlungsenergie einer Wellenlänge, die hinsichtlich ihrer Lage im Spektrum 
korrigiert ist, aber nicht direkt mit der gewünschten Beobachtung zusammenhängt 

Anmerkung 1 zum Begriff: Im Fall einer Spektrallinie kann der spektrale Untergrund aus anderen Linien, aus Banden 
oder aus kontinuierlicher Strahlung bestehen. 

3.11 
Untergrundäquivalentkonzentration 
Analytkonzentration, die bei Anregung ein Nettosignal ergibt, welches dem spektralen Untergrund gleich ist 

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Anhang A. 

3.12 
Nachweisgrenze 
niedrigste Konzentration, bei der ein durch ein bestimmtes Element erzeugtes Signal vom Untergrund mit 
einem festgelegten Vertrauensniveau unterschieden werden kann 

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Anhang A. 

3.13 
untere Nachweisgrenze 
berechnete niedrigste Konzentration, basierend auf dem zählstatistischen Fehler, bei der ein bestimmtes 
Element durch ein erzeugtes Signal vom Untergrund mit einem festgelegten Vertrauensniveau unterschieden 
werden kann 

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Anhang A. 

3.14 
Bestimmungsgrenze 
kleinste Konzentration, die mit einem festgelegten Vertrauensniveau bestimmt werden kann und über einen 
vom Verfahren abhängigen Faktor mit der Nachweisgrenze verknüpft ist 

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Anhang A. 
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